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Методы сканирующей ближнеполевой оптической микроскопии 

(сбом) находят все большее применение при исследовании нанострук- 
турированных объектов, поскольку позволяют реализовать боковое раз­
решение выше, чем разрешение, обусловленное дифракцией, свойствен­
ное классической оптической микроскопии. В настоящем сообщении 
приводятся результаты исследования оптических и топографических 
свойств гранулированных металлических пленок, полученных методом 
лазерной электродисперсии. Использовалась схема так называемого 
туннельного сбом, когда образец освещается излучением лазера в режи­
ме полного внутреннего отражения, а оптический зонд, находящийся 
вблизи поверхности образца на расстоянии значительно меньшем длины 
волны, собирает излучение затухающей волны, в результате ее

туннелирования че­
рез зазор: поверх­
ность образца - зонд. 
На рис.1 представле­
ны примеры топо­
графического и оп­
тического изо­
бражений (и соот­
ветствующие сече­
ния) наноструктури- 
рованной пленки ме­
ди, полученных од­
новременно на тун­
нельном сбом.

Установлено, что 
в ряде случаев 

наблюдается хоро­
шая корреляция между оптическим и топографическим изображениями. 

Топографическое и оптическое разрешение составило примерно 50 нм.
Работа поддержана грантом МНТЦ № в-678.
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Рис. 1. Топографическое (а) и оптическое (б) изображения
пленки меди
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